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Sposób pomiaru czasu życia nośników prądu
zwłaszcza w diodach PIN

Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru czasu
życia nośników prądu zwłaszcza w diodach PIN, w których
czas życia jest rzędu mikrosekund.

Znany i stosowany jest sposób pomiaru polegający na
wysterowaniu diody dwoma identycznymi impulsami
i zmierzeniu towarzyszących im spadków napięć, przy czym
drugi impuls podaje się w odstępie czasu krótszym od czasu
ustalenia się stanu ustalonego, to jest gdy ładunek zgroma¬
dzony w bazie po pierwszym impulsie nie został całkowicie
zrekombinowany. Czas życia nośników określa się ze wzoru

At

In AVą_

gdzie:
At—odstęp czasu między identycznymi impulsami'
AW\ i AVi— spadki napięć w chwili wyłączenia i włą"
czenia odpowiednio pierwszego i drugiego impulsów*

W sposobie podwójnych impulsów nie uwzględnia się
rezystancji obszarów „p" i „n" diody oraz oporności
kontaktów, co wprowadza znaczny błąd, którego wielkość
zależy od amplitudy impulsów. Ogranicza to zastosowanie
tego sposobu jedynie do małych impulsów prądowych,
kiedy to pomiar obarczony jest błędem około 25%.

Przy większych impulsach prądowych błąd pomiaru
wzrasta.

Istota wynalazku polega na tym, że na strukturę diodową
w stanie ustalonym podaje się impuls, którego wartość
jest inna od wartości dwóch identycznych impulsów po-
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dawanych w odstępie czasu krótszym od czasu ustalenia
się stanu ustalonego.

Zmierzone spadki napięć na strukturze w chwili wyłącze¬
nia i włączenia tych impulsów oraz ich amplitudy stosuje
się do obliczania czasu nośników według wzoru:

x=
At

In
(AVa—AV3+AV3—AY,).I0/I3

(AYt-AYaMo/Is

gdzie:
At—odstęp czasu między identycznymi impulsami,
AVi i AV2 — spadki napięć w chwili wyłączania i włączania
odpowiednio pierwszego i drugiego identycznych impulsów,
AVi— spadek napięcia w chwili wyłączenia trzeciego
impulsu o innej wartości niż identyczne impulsy, Io —am¬
plituda identycznych impulsów, I3—amplituda trzeciego
impulsu.

Zaletą sposobu według wynalazku jest zwiększenie
dokładności określania czasu życia nośników prądu przez
uwzględnienie spadku napięcia na obszarach „n" i „p"
i kontaktach diody. Jest to obecnie najdokładniejszy po¬
miar tej wielkości i błąd wynosi około 10%.

Sposób według wynalazku jest objaśniony na przykładzie
pomiaru diody PIN,.

Z generatora impulsowego na diodę podaje się dwa i-
dentyczne impulsy o amplitudzie Io w odstępie czasu At
krótszym od czasu ustalenia się stanu ustalonego, który
wynosi ok. 6 ys. Po ustaleniu się stanu ustalonego, który
wynosi 40—50 /»., podaje się trzeci impuls o większej
amplitudzie niż poprzednie impulsy.
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W chwili wyłączenia kolejnych impulsów mierzy się
na miliamperomierzu, który jest połączony szeregowo
z diodą,amplitudy kolejnych impulsów Io i I3 i na oscylosko¬
pie podłączonym równolegle do diody spadki napięć AVif
A\i i AVi spowodowane tymi impulsami.

Dla łatwiejszego wyznaczenia wartości amplitud impulsów
proponuje się podawać impulsy prądowe o wypełnieniu 1/2.
Zmierzone wielkości należy podstawić do wzoru do obli¬
czania czasu życia:

At

In
(AV3-^AV3+AV3-AVi) -Ip/Ł

(AYt—AYJ.Io/I.

I * ' * u Zasjtf/eżenie patentowe
Sposób pomiaru czasu życia nośników prądu, zwłaszcza

w diodach PIN, w którym strukturę diodową wysterowuje
się dwoma identycznymi impulsami podawanymi w odstę¬
pie czasu mniejszym od czasu ustalenia się stanu u$UUo-
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nego i mierzy się towarzyszący im spadek napięcia, zna¬
mienny tym, że na strukturę ty stanie ustalonym podajesię
trzeci impuls j> innej wartości niż wartość identycznych
impulsów, mierzy się spadek napięcia spowodowany tym
impulsem oraz jego amplitudę, przy czym również się
mierzy amplitudę identycznych impulsów, i oblicza się
czas życia według wzoru

At
t—

In
(Av2-AV3tfAy.-Ayp.ip/i,

<AVi—AVa>.I«/I,".-'"

gdzie:
At —odstęp czasu między identycznymi impulsami, AW\
i A\i — spadki napięć w chwili wyłączenia i włączenia
odpowiednio pierwszego i drugiego identycznych impulsów,
AVs — spadek napięcia w chwili wyłączenia trzeciego
impulsu o innej wartości niż identyczne impulsy, Io — am¬
plituda identycznych impulsów, I3—amplituda trzeciego
impulsu*
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